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DAC output voltage 

PA1,external signal 

HRTIM output waveform 

 

 DAC，COMP，HRTIM Fault 功能的使用 

关键字：HRTIM，Fault，DAC，COMP 

1. 引言  

       这个例程是使用 STM32G474 NUCLEO 进行测试的，集合了 DAC， COMP， HRTIM 的功

能模块。 

2. 信号路径  

       PA1 的输入信号同 DAC 的输出信号进入 COMP 比较器进行比较，经 COMP 比较后的输出

信号连接到 HRTIM 的 Fault4 信号，来控制 HRTIM 的输出信号的停止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        当 PA1 > DAC value,比较器输出高“1”， 这个信号为 HRTIM 的 fault4 信号，当 HRTIM  

配置为 fault4 高有效，则当这个高电平出现时，HRTIM 输出波形停止，具体输出的电平可以通

过寄存器进行配置。 

3. STM32CubeMX 配置     

PA1 的输入信号同 DAC 的输出信号进入 COMP 比较器进行比较，经 COMP 比较后

的输出信号连接到 HRTIM 的 Fault4 信号，来控制 HRTIM 的输出信号的停止。 

 

 

1 or 0 
HRTIM fault 

high/low 

active 

COMP 
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        首先配置 DAC 模块，DAC out1 选择 connected to on chip-peripherals, 这里为了测试方

便，选择了“Connected to external pin and to on chip-peripherals”，DAC 输出信号连接到 IC

内部，同时输出到 PA4 GPIO 口。这样就客户测量 DAC 的具体输出值。 

而在 IC 内部，DAC 连接到了 COMP 的负端。 

COMP 的配置如下：  

PA1：COPM 的正向输入端。 

DAC1 OUT1 在 IC 内部连接到了 COMP 的负向输入端。 

具体请看下面两种图： 
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图 1. DAC 配置

 
 

 

图 2. COMP 框图和配置 
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最后配置 HRTIM 模块： 

使能 TimerA 的 TA1 输出。 

 

 

 

图 3.  HRTIM 配置 

 
 

配置 TIMA 周期值为 0XCFFF，向上计数模式，持续计数方式,Fault4 作 fault 源。 
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再使能两个比较器 compare1 和 compare2，分别配置为 0x2FFF 和 0x8FFF 以生成比较事

件： 

 
 

Compare1 事件之后 HRTIM 输出高电平，compare2 事件之后输出低电平： 
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下面是 Fault4 的配置，事件配置成高有效： 

 

 

HRTIM 输出波形: 

        下面的方波信号为 HRTIM 的输出波形，由于 compare1 和 compare2 的比较值是固定的，

并没有在 Timer、 DMA 等模块的控制下进行更改，因此下面的波形周期和占空比是一定的。 
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4. 代码实现 

下面是具体实现代码，先初始化 DAC，然后是 COMP，等 COMP 输出信号稳定后再

使能 HRTIM 模块。
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5. 小结 

STM32G474 在 IC 内部有很多内部连接通路，可以根据具体应用灵活进行配置。在上

面的应用中 DAC 的输出信号连接到 COMP 比较器的 INM 输入口，COMP 的输出信号连

接到 HRTIM 的 Fault4 信号，来控制 HRTIM 的输出停止。 
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重要通知 - 请仔细阅读 

 

 
意法半导体公司及其子公司 （“ST”）保留随时对 ST 产品和 / 或本文档进行变更的权利，恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于 ST 产品

的最新信息。 ST 产品的销售依照订单确认时的相关 ST 销售条款。  

 

买方自行负责对 ST 产品的选择和使用， ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。  

 

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。  

 

转售的 ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定，将导致 ST 针对该产品授予的任何保证失效。  

 

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。若需 ST 商标的更多信息，请参考 www.st.com/trademarks。所有其他产品或服务名称均为其 各自所有者的财

产。  

 

本文档是 ST 中国本地团队的技术性文章，旨在交流与分享，并期望借此给予客户产品应用上足够的帮助或提醒。若文中内容存有局限或与

ST 官网资料不一致，请以实际应用验证结果和 ST 官网最新发布的内容为准。您拥有完全自主权是否采纳本文档（包括代码，电路图等）信

息，我们也不承担因使用或采纳本文档内容而导致的任何风险。 

 

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。  
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